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INDEKS

WPROWADZENIE

Mobilne laboratorium
pomiarowe dla intuicyjnego
przechwytywania danych 3D

Modutowy system T-SCAN pozwala na szybki przeptyw pracy — rejestruj dane 3D
bez przygotowania czesci. Idealnie dopasowane komponenty — reczny skaner
laserowy T-SCAN, optyczny system sledzenia T-TRACK i sonda stykowa T-POINT
tworzg intuicyjne i wysoce precyzyjne rozwiazanie metrologii 3D. W potfaczeniu

z oprogramowaniem ZEISS INSPECT wspotrzednosciowa technika pomiarowa

nabiera nowego wymiaru.
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INDEKS GtOWNE ZALETY

Modufowy system all-in-one

Modutowa koncepcja oraz kompletne rozwigzanie skanowania
laserowego oferuje maksymalna elastycznos¢ pod katem roznych
zastosowan czy powierzchni.

Wykrywanie odchytek na
wczesnym etapie procesu

Oszczedno$czasu i zmniejszone koszty: mobilne rozwigzanie
pomiarowe, ktérego moza uzgpezposrednio na produkgji.
System pozwala w intuicyjny sposob analizowacwykonywac
pomiary oraz tworzycyfrowe kopie obiektow.

Procedura z instrukcjami

System T-SCAN obejmuje ZEISS INSPECT.Oprogramowanie kieruje
uzytkownika przez proces skanowania, probkowania oraz
inspekgji, a przebieg procedury jest wyswietlany w czasie
rzeczywistym.
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INDEKS O SYSTEMIE

Mobilny system
w dwoch wersjach

Reczny skaner laserowy oraz sonde stykowa mozna potaczyc

z wybranym optycznym systemem $ledzenia: standardowym
ZEISS T-TRACK 20 dla duzych objetosci pomiarowych do 20 m?
lub ZEISS T-TRACK 10 dla mniejszych objetosci pomiarowych

i wiekszej doktadnosci.

ZEISS T-SCAN
Reczny skaner laserowy 3D
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ZEISS T-POINT
Sonda stykowa do pomiaréw pojedynczych punktow

ZEISS T-TRACK 10
Optyczny tracker z objetoscig pomiarowa 10 m?
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ZEISS T-TRACK 20
Optyczny tracker z objetoscig pomiarowa 20 m3
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ZEISS T-SCAN

Latwe
przechwytywanie
danych z recznym
skanerem
laserowym

Reczny skaner T-SCAN pozwala na szybkie i intuicyjne
przechwytywanie danych 3D. Zastosowanie ergonomiczne;
konstrukcji znacznie utatwia proces skanowania. Lekka i
kompaktowa obudowa sensora pozwala rejestrowac dane nawet
w trudno dostepnych obszarach.



INDEKS O SYSTEMIE

ZEISS T-TRACK 20

Pomiar w kazdym
wymiarze

System pomiarowy ZEISS T-TRACK 20 oferuje objetos¢ pomiarowa
wynoszacg 20 m3. Umozliwia on pomiary czesci o dtugosci do 4 m
uzywajac tylko jednej konfiguracji. System jest prosty w uzyciu, a
przechwytywanie danych 3D jest efektywne, doktadne i szybkie -
wystarczy umiescic¢ czes$¢ w objetosci sledzenia. Do pomiaru nie jest
wymagane przygotowanie punktéw referencyjnych.

Identyfikowalna doktadno$¢ zapewnia powtarzalne i rzetelne
wyniki pomiaru.
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INDEKS
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ZEISS T-TRACK 10

Pomiar z wysoka
doktadnoscia

System pomiarowy T-SCAN 10, ktory obejmujeT-TRACK 10 oferuje
objetos¢ pomiarowa wynoszaca 10m?3. Umozliwia on pomiary
czesci o dtugosci do 2.5 m uzywajac tylko jednej konfiguracji.
Niezawodne komponenty optyczne ZEISS sg idealnym rozwigzaniem
zadan, ktére wymagaja duzej doktadnosci.



INDEKS O SYSTEMIE

Szybkie pomiary
punktowe

Sonda stykowa T-POINT jest idealnym rozwigzaniem do pomiarow
pojedynczych punktéw obiektéw takich jak (wykrawane) krawedzie,
standardowe geometrie czy trudno dostepne obszary. Wybrane
pozycje pomiarowe sa rejestrowane w sposoéb szybki i niezawodny.
Urzadzenie mozna uzy¢ w potaczeniu z konwencjonalnymi sondami
pomiarowymi, ktore szybko i fatwo mozna wymienic.
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Wysoka
niezawodnosc
procesu

ZEISS T-SCAN wspotpracuje z oprogramowaniem ZEISS INSPECT -
kompletnym rozwiazaniem, ktére zapewnia wysoki standard

w dziedzinie metrologii 3D. Dzieki parametrycznej funkcjonalnosci
oprogramowania wszystkie kroki wykonywanych procesow
pomiarowych i inspekgji sa identyfikowalne. Procedury skanowania
i probkowania z instrukcjami upraszczaja i przyspieszaja

caty przeptyw pracy.

DOWIEDZ SIE WIECE)



https://www.handsonmetrology.com/products/software/

INDEKS FUNKCJONALNOSCI

Szybkie 1 wysoce
precyzyjne
skanowanie 3D

Wyijatkowe funkcjonalnosci techniczne, takie jak wysoki zakres
dynamiki dla skanowania zréznicowanych powierzchni obiektdw,
innowacyjna technologia kamery, wysoka jakos¢ optycznych
elementow firmy ZEISS jak rowniez szybka transmisja danych
upraszczaja caty proces skanowania i zapewniaja precyzyjne wyniki
pomiarowe.

Dynamiczne
odniesienia

Rejestruj dane 3D z wysoka precyzja nawet poruszajacych sie
obiektdw - dzieki funkcji dynamicznych odniesien wykonywane
pomiary s3 niezalezne od ruchéw komponentu czy trudnych
warunkow takich jak drgania.

&) KONTAKT




INDEKS ZASTOSOWANIA

Szeroki zakres
aplikacji

Kontrola jakosci /
inspekcja

= Porownanie nominalnych i aktualnych
danych CAD

= Wyodrebnianie granicy / krawedzi
(czesci z blach)

m  Inspekcja ztozonych struktur spawanych

m  Inspekcja na produkdji

Produkcja narzedzi
i form

Rekonstrukcja narzedzi

m  Dane skanowania do generowania $ciezki

m  Narzedzia Przechwytywanie danych
aktualnych po zatwierdzeniu narzedzia

m  Przechwytywanie dynamiki ztozonego

komponentu, np. podczas procedury

mocowania
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Projektowanie i
rozwoj produktu

m Wysoki zakres dynamiki dla skanowania
wszystkich rodzajow powierzchni

m  Skanowanie modeli konstrukgji dla dalszego
przetwarzania CAD i dokumentacji

m  Konfiguracja uchwytow kontrolno-pomiarowych

m  Szybka rejestracja geometrii referencyjnych

i okre$lonych obszarow



INDEKS DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Reczny skaner laserowy ZEISS T-SCAN

Type / ZEISS T-SCAN

Glebokos¢ pomiaru +/- 50 mm
Szerokos¢ linii do 125 mm
Srednia odlegto$¢ robocza 150 mm

Czestotliwos¢ linii do 330 Hz

Szybkos¢ transmisji danych 210,000 punktéw na sekunde

Waga 1100 g

Wymiary sensora (z uchwytem i nadajnikami IR) 300 x 170 x 150 mm

Dtugos¢ przewodu 10m

Srednia odlegto$é punktow 0.075 mm

Klasa lasera (IEC 60825-1:2014) Klasa 2M (bezpieczny dla oczu)

Oprogramowanie ZEISS INSPECT
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INDEKS DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

ZEISS T-TRACK 10

Type / ZEISS T-TRACK 10

ZEISS T-TRACK 20

Type / ZEISS T-TRACK 20
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Odlegtos¢ pomiarowa: obiekt-kamera

20m-4.50m

Odlegtos¢ pomiarowa: obiekt-kamera

20m-6.0m

Objetos¢ pomiarowa

10 m3

Objetos¢ pomiarowa

20m3

Pole widzenia

do 2894 mm x 2324 mm

Pole widzenia

do 3200 mm x 2500 mm

Czestotliwos$¢ pomiaru do 2.8 kHz Czestotliwos$c pomiaru do 2.8 kHz
Waga 18.5 kg Waga 18.5 kg
Wymiary 1150 x 180 x 150 mm Wymiary 1150 x 180 x 150 mm

Oprogramowanie

ZEISS INSPECT

Oprogramowanie

ZEISS INSPECT

Identyfikowalna doktadnos¢

Tak

Identyfikowalna doktadnos¢

Tak

Doktadnos¢

0.033 mm + 0.033 mm/m

Doktadnos¢

0.04 mm + 0.04 mm/m
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Carl Zeiss Schmitzstrafse 2 Informacje w zakresie skanowania 3D znajdziesz tutaj:
GOM Metrology GmbH 38122 Braunschweig HandsOnMetrology.com
Niemcy
Telefon: +49 531 390290 /[\

support@handsonmetrology.com
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